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Vorwort

Auf der Control 2009 in Stuttgart organisiert das Fraunhofer IPA
zum zweiten Mal ein Event-Forum mit Sonderschau, das dem Fach-
besucher die Moglichkeit bietet, sich gezielt und umfassend tber
zukunftsweisende Technologien zu informieren und diese live zu
erleben. Das Schwerpunktthema bildet dieses Jahr die 3-D-Bildver-
arbeitung fur die Mess- und Priftechnik. Auf dem Stand werden
sowohl ein Vortragsforum mit praxisnahen Prasentationen als auch
eine Sonderschau »3-D-Bildverarbeitung« mit ausgewahlten Expo-
naten durch- und vorgefihrt. Auf diese Weise kann das Fachpubli-
kum ohne weite Wege die Funktionsweise, Moglichkeiten, Vorzige
und industrielle Beispielapplikationen dieser Technologien kennen
lernen und mit Experten aus Forschung und Industrie ins Gesprach
kommen und diskutieren. Zum diesjahrigen Technologieschwerpunkt
3-D-Bildverarbeitung in der Mess- und Pruftechnik finden taglich
zwei Vortragsblocke (vormittags und nachmittags) im Rahmen des
Vortragsforums auf dem Event-Forum-Stand statt. In diesen Sessions
wird in praxisnahen Vortragen sowohl die unterschiedliche Sensorik
zur 3-D-Bilddatenaufnahme erldutert als auch die Auswertung der
Messdaten veranschaulicht sowie ihr Potenzial in der Mess- und
Priftechnik und die vielfaltigen industriellen Einsatzmdglichkeiten
demonstriert.

Wir laden Sie dazu herzlich ein!

Stuttgart, im April 2009

Die Institutsleitung

Prof. Dr.-Ing. Prof. e.h. Dr.-Ing. e.h. Dr. h.c. mult.
Engelbert Westkamper
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Prof. Dr.-Ing. Alexander Verl



Programm Vortragsforum
Dienstag, 5. Mai 2009
Sitzungsleitung: Ira Effenberger
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14.40 Uhr

15.00 Uhr

Ira Effenberger und Markus Huttel, Fraunhofer IPA
BegriiBung und Einfiihrungsvortrag
3-D-Bildverarbeitung auf dem Event-Forum

Dr. Christoph Wagner,

OBE Ohnmacht & Baumgartner GmbH
Null-Fehler-Strategie - Automatisierte
100-Prozent-Kontrolle von Oberflachen

Stephanie Adolf, GOM mbH
Optische 3-D-Messtechnik als Standardwerkzeug
in industriellen Prozessketten

Detlef Ferger und Dr. Ingomar Schmidt,
Werth Messtechnik GmbH
Vielpunktmessung in der Multisensor-
Koordinatenmesstechnik

Roland Fréwis, Holometric Technologies
DIMENSION: Flachenriickfiihrung und
Flachenkorrektur auf hohem Niveau

Dr. Peter Kihmstedt, Fraunhofer IOF
Ultramobile 3-D-Messtechnik

Dr. Wolfgang Kaumanns, Linearis GmbH & Co. KG
Triangulationsbasierte optische Sensoren fiir die
3-D-Bildverarbeitung

Tobias Wiesendanger, POLYTEC GmbH
Oberflachentopographien im Zentimeterbereich
mit Nanometerauflésung messen

Peter Westenberger und Daniel Lichau,
Mercury Computer Systems
3D data analysis from tomography to simulation



Programm Vortragsforum
Mittwoch, 6. Mai 2009
Sitzungsleitung: Ira Effenberger
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Ira Effenberger und Markus Huttel, Fraunhofer IPA
BegriiBung und Einfiihrungsvortrag
3-D-Bildverarbeitung auf dem Event-Forum

Dr. Wolfgang Kaumanns, Linearis GmbH & Co. KG
Triangulationsbasierte optische Sensoren fiir die
3-D-Bildverarbeitung

Stephanie Adolf, GOM mbH
Optische 3-D-Messtechnik als Standardwerkzeug
in industriellen Prozessketten

Detlef Ferger und Dr. Ingomar Schmidt,
Werth Messtechnik GmbH
Vielpunktmessung in der Multisensor-
Koordinatenmesstechnik

Roland Fréwis, Holometric Technologies
DIMENSION: Flachenriickfiihrung und
Flachenkorrektur auf hohem Niveau

Bernard Dischli, Holo 3
HOLOMAP: Optische 3-D-Messung fiir
reflektierende Oberflachen

Dr. Peter Kihmstedt, Fraunhofer IOF
Ultramobile 3-D-Messtechnik

Juirgen Stephan, Siemens AG
COMETRON - Hochauflésende Réntgen-CT an
mikromechatronischen Komponenten

Tobias Wiesendanger, POLYTEC GmbH
Oberflachentopographien im Zentimeterbereich
mit Nanometerauflésung messen

Peter Westenberger, Daniel Lichau,
Mercury Computer Systems
3D data analysis from tomography to simulation



Programm Vortragsforum
Donnerstag, 7. Mai 2009
Sitzungsleitung: Markus Huttel
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Ira Effenberger und Markus Huttel, Fraunhofer IPA
BegriiBung und Einfiihrungsvortrag
3-D-Bildverarbeitung auf dem Event-Forum

Dr. Christoph Wagner,

OBE Ohnmacht & Baumgartner GmbH
Null-Fehler-Strategie - Automatisierte
100-Prozent-Kontrolle von Oberflachen

Stephanie Adolf, GOM mbH
Optische 3-D-Messtechnik als Standardwerkzeug
in industriellen Prozessketten

Detlef Ferger und Dr. Ingomar Schmidt,
Werth Messtechnik GmbH
Vielpunktmessung in der Multisensor-
Koordinatenmesstechnik

Roland Fréwis, Holometric Technologies
DIMENSION: Flachenriickfiihrung und
Flachenkorrektur auf hohem Niveau

Juirgen Stephan, Siemens AG
COMETRON - Hochauflésende Réntgen-CT an
mikromechatronischen Komponenten

Dr. Gunther Notni, Fraunhofer IOF
Ultramobile 3-D-Messtechnik

Tobias Wiesendanger, POLYTEC GmbH
Oberflachentopographien im Zentimeterbereich
mit Nanometerauflésung messen

Jens Kihnle, Fraunhofer IPA
3-D-Objekterkennung: Time-of-Flight-Kameras
flr den industriellen Einsatz



Programm Vortragsforum
Freitag, 8. Mai 2009
Sitzungsleitung: Markus Huttel
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Ira Effenberger und Markus Huttel, Fraunhofer IPA
BegriiBung und Einfiihrungsvortrag
3-D-Bildverarbeitung auf dem Event-Forum

Dr. Christoph Wagner,

OBE Ohnmacht & Baumgartner GmbH
Null-Fehler-Strategie - Automatisierte
100-Prozent-Kontrolle von Oberflachen

Stephanie Adolf, GOM mbH
Optische 3-D-Messtechnik als Standardwerkzeug
in industriellen Prozessketten

Detlef Ferger und Dr. Ingomar Schmidt,
Werth Messtechnik GmbH
Vielpunktmessung in der Multisensor-
Koordinatenmesstechnik

Roland Fréwis, Holometric Technologies
DIMENSION: Flachenriickfiihrung und
Flachenkorrektur auf hohem Niveau

Jens Kihnle, Fraunhofer IPA
3-D-Objekterkennung: Time-of-Flight-Kameras
fir den industriellen Einsatz

Dr. Gunther Notni, Fraunhofer IOF
Ultramobile 3-D-Messtechnik

Tobias Wiesendanger, POLYTEC GmbH
Oberflachentopographien im Zentimeterbereich
mit Nanometerauflésung messen
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